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Praktische Oberflachenanalytik — Uberblick tiber die Verfahren EDX, AES,
XPS und SIMS

Fur die Oberflachenanalytik stehen eine Reihe von Messmethoden zur Verfligung, die auf der Stimulation und der darauf folgende Emission von
Teilchen beziehungsweise elektromagnetische Wellen beruhen. Je nach Fragestellung ist aus den Mdglichkeiten das geeignete Verfahren
auszuwahlen. Dabei sind nicht nur die technischen Gutekriterien der Analyseverfahren wichtig, wie beispielsweise die Informationstiefe, das
Aufldsungs- oder das Nachweisvermégen, sondern auch die deutlich unterschiedlichen Kosten der Methoden. Die Rolle der
Oberflachenanalytik im industriellen Umfeld wird zukinftig immer wichtiger werden, da die Anforderungen an die Oberflachenqualitat
kontinuierlich zunehmen. Neben den zunehmend diinner werdenden Schcihten, die heute bereits in Bereichen unterhalb eines Nanometers
liegen kénnen, kommen vermehrt biologische Fragestellungen hinzu, die den Einsatz ausgefeilter Analysemethoden mit hdchster
Oberflachensensitivitat unverzichtbar machen.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

Preis inkl. Preisnachlass: 4,39 €
4,70 €

Netto-Preis: 4,39 €

Enthaltene MwSt.: 0,31 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt
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